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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-18: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité a I’onde oscillatoire amortie
AVANT-PROPOS

1) La |Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mopdiale lisation
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natioraux de la CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les question isabi bns les
donjaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres tiyité i Normes
inteynationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificati sibles au
pubjic (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEL)) s i iep a des
co i K iper. Les
orggnisations internationales, gouvernementales et non gouvernemeptale pant|C|pent
égajement aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisdtion (1S0O),
seld

2) Les mesure
du la CEI
inté|

3) Les ggréées
conj la CEI
s'agsure de Iexactltude du contenu technlq e de es nsable
de I[é

4) Darn oute la
mes cations
nati cations
nati

5) La pas sa
res ilité ¢

6) Tous les utilisat@ i possession de la derniére édition de cette publicatign.

7) Audune responsabifité a ses administrateurs, employés, auxilialres ou
marndataires, y co i € pactisuliers et les membres de ses comités d'études et des Gomités
natipnaux de la CE \ gjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tolit autre
donymage de quelQ ue aty oit,Adirecte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris Ies frais
de justice) epfe décotlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEfl ou de
tou icati I, o au crédit qui lui est accordé.

8) L'at i ke e cf&rences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
réfgrence S Jatoire paur une application correcte de la présente publication.

9) L’af i 5 g fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvegnt faire
I’ob de p opriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenye pour
responsable€-de ne pag’avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence|

La Ngrme”internationale CEI 61000-4-18 a été établie par le sous-comité 77B: Phénomenes

haute fréquence, du comite detudes 77 de la CEIl. Compalibilité eleciromagnetique.

Elle constitue la Partie 4-18 de la norme CEI 61000. Elle a le statut de publication fondamen-
tale en CEM conformément au Guide 107 de la CEIl, Compatibilité électromagnétique — Guide
pour la rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique.

Cette premiére édition annule et remplace la premiére édition de la norme CEI 61000-4-12,
parue en 1995 et son Amendement 1 (2000) quant a son contenu relatif aux ondes
oscillatoires amorties, et constitue une révision technique en étendant la gamme des
fréquences.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-18: Testing and measurement techniques —
Damped oscillatory wave immunity test

FOREWORD
1) Thel International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s izatiop~conprising
all |national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj of IEC\{§ \to promote
i i electroqic figlds. To
Spexifi¢cations,
d_ to yas “IEC
ittee’intprested
nmeptal arjd non-
borates|closely
e Wwith cond t|ons determined by
possible, an interpational
s representation from all
se and are accepted by IEC National
ure that the technical content| of IEC
for any
rder to promote international uniformify, IEC _National\Committees undertake to apply IEC Publ{cations
ir~natioga) and regional publications. Any divgrgence
igated in
for any
mployees, servants or agents including individual expdrts and
ational Committees for any personal injury, property damage or
,whether direct or indirect, or for costs (including legal feg¢s) and
he “publi tlon use of, or reliance upon, this IEC Publication or any otler IEC
ive references cited in this publication. Use of the referenced publications is
e pogsibility that some of the elements of this IEC Publication may be the supject of
EC shaN not™e held responsible for identifying any or all such patent rights

Internptional Standa IEC 61000-4-18 has been prepared by subcommittee 77B:[ High

frequgney phenomena, of IEC technical Committee 77: Electromagnetic compatibility.
It forms Part 4-18 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in accordance
with IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility — Guide to the drafting of electromagnetic

compatibility publications.

This first edition of the standard cancels and replaces the content regarding damped
oscillatory waves in the first edition of IEC 61000-4-12, published in 1995, and its Amendment

1 (2000), and constitutes a technical revision by extending the frequency range.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77B/517/FDIS 77B/522/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

avant lacdate de
sh» dams les

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modjfié
mainténance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://websig
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publicaf

* re¢onduite;
* supprimeée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@®
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77B/517/FDIS 77B/522/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

nchanged until

The ctmmittee has decided that the contents of this publication will remai
Qresiecich” in

the mpintenance result date indicated on the IEC web site under "http:
the d4gta related to the specific publication. At this date, the publicatio

* regonfirmed;
* withdrawn;
» replaced by a revised edition, or

@®



https://iecnorm.com/api/?name=d8fc1e299d099ee329e13026f140cd17

- 10 - 61000-4-18 © CEI:2006

INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 61000 de la CEl, selon la répartition
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Dgscription de I'environnement
Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité
Partiqd 3: Limites
Li

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne tombe
comités de produits)

mites d'émissions

t pa 5 la~fesponsabili{é des

Partig 4: Techniques d'essai et de mes

Techniques de mesure
Techniques d'essais

Partid 5: Directives d'ins

Guide d'installation
M]thodes et dispog

Partid 6: Norme

Partigd 9: Divers

Chaque partie es A bdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme njormes
internatiorfales\soit_ camme spécifications techniques ou rapports techniques, dont certaines ont
déja été publiee c me sactions. D’autres seront publiées avec le numéro de partie, suiyi d’'un
tiret ef comptété d numéro identifiant la subdivision (exemple: 61000-6-1).

La présente ‘partie €st une norme internationale qui donne les exigences d’'immunité |et les
procédlurés d’essai relatives aux ondes oscillatoires amorties.
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INTRODUCTION

This standard is part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Ddgscription of the environment
Classification of the environment

Cgmpatibility levels
Part 3: Limits

ission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under™t
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques
Tgsting techniques
Part §: Installation and mitigation guida

Ingtallation guidelines
Mi
Part 6
Part 9
Each

or as
as seg

This p
relate

roduct

dards
lished
econd

dures
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-18: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité a I'onde oscillatoire amortie

1 Domaine d'application et objet

échéa

NOTE
les coni
sont re
il leur i
et ses
d’immu

La pr§

ales électriques et aux postes,
Comme décrit dans le Guide puplication fondamentale en CEM pour utilisa
ités de produits de Ig dans le Guide 107, les comités de produits de

Eponsables de déter|

hcombe de détgrmin v 3 sa' et Ie critéeres de performance appropriés. Le comité d’éty
sous-comité omités de produits a I'évaluation de la valeur des|
hité particulie

sente norme ¢ efiivir les paramétres suivants:

on cette norme d’essai d'immunité et, si c’estf]

ur les
e et a

cables
sous
stes a

stituer
ments

identielles, commerciales et

le cas

ion par
la CEI
le cas,
des 77
essais

des materlels electrlques et eIectronlques quand ils sont soumis aux ondes oscillatoires
amorties. La méthode d'essai documentée dans cette partie de la CEIlI 61000 décrit une
méthode logique en vue d'évaluer I'immunité d'un équipement ou d'un systéme vis-a-vis d'un
phénoméne donné.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-18: Testing and measurement techniques —
Damped oscillatory wave immunity test

1 Scope and object

The

intended for residential, commercial and indu

intended for power stations and substa

NOTE |As described in IEC guide 107, this is a\basi

As alsd stated in Guide 107, the IEC product cotmi 8 S e—for determining whether this in
test stgndard should be applied or not, and if/applied, th & ponsible for determining the appropri
levels gnd performance criteria. TC 77 and its ub c g are preared to co-operate with product com|

in the ¢

The plrpose of this sta

— test voltage and cul
— ranges of te @-

— test equipment;

— test setup;
— tesgt procedu

The opj
electrical slectkonic equipment when subjected to damped oscillatory waves. Th
methgd documented \in this part of IEC 61000 describes a consistent method to asse
immunity of.an-equipmrent or system against a defined phenomenon.

ctrical

tables

tables
ulated

mmon

ipment
ipment

he IEC.
hmunity
bte test
mittees

hity of
e test
5s the

2 Nermativereferenees

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition

of the referenced document (including any amendments) applies.
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CEI 60050(161): Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEI 61000-4-4: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d'essai et de
mesure — Essais d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves

CEI 61000-6-6: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-6: Normes génériques —
Immunité contre 'IEMN-HA pour les appareils situés a l'intérieur des batiments

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donné 0050-
161, dont certains sont repétés ci-apres, et les termes etdéfinitions suigants

NOTE |lIs sont applicables aux champ restreint des transitoires oscillatoires

31
poste|a isolation par air
AlIS
poste |ne comportant que de I'appareillage a isolation

3.2
salve
suite T'un nombre fini d'impulsions dis

rée limitée

[VEI 1[61-02-07]
3.3
étalor:Lnage
ensenpble des opératiqr
les co

dans

NOTE

NOTE
diagran|

[VEI 3

ans un

3.4
coupliage
intera avec transfert d'énergie d'un circuit dans un autre
3.5
réseau.de -couplage

. N N T . s T . L "
Circuiterectrque aestmea transrererae  renergre—a urcircttta umrautre

3.6

réseau de découplage

circuit électrique destiné a empécher la tension d'essai appliquée a I'EST de brouiller les
dispositifs, équipements ou systémes non soumis a des essais

3.7

poste (sous enveloppe métallique) a isolation gazeuse

GIS

poste ne comportant que de I'appareillage sous enveloppe métallique a isolation gazeuse

[VEI 605-02-14]
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IEC 60050(161): International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
magnetic compatibility

IEC 61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement
techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-6-6: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-6: Generic standards — HEMP
immunity for indoor equipment

3 Terms and definitions

For tHe purposes of this document, the terms and definitions containg D-161,
some |of which are repeated here for convenience, and the followin ( d\definitions

apply.

NOTE [These terms are applicable to the restricted field of oscillatory transie

31
air insulated substation
AlIS
substation which is made up with only air insulated

3.2
burst

sequence of a limited number of distinct of limited duration

[IEV 161-02-07]

3.3
calibnation

set of| operation
under|specified

exists

NOTE

NOTE 2 inciple,
by a calibration dj

[IEV 311-01-8

3.4

coupling

interagtion befween

cuits, transferring energy from one circuit to another

3.5
coupling network
electrical circuit for the purpose of transferring energy from one circuit to another

3.6

decoupling network

electrical circuit for the purpose of preventing test voltages applied to the EUT (equipment
under test) from affecting other devices, equipment, or systems which are not under test

3.7

gas insulated (metal-enclosed) substation

GIS

substation which is made up with only gas insulated metal enclosed switchgear

[IEV 605-02-14]
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3.8

impulsion électromagnétique a haute altitude

impulsion électromagnétique produite par une explosion nucléaire en dehors de I'atmospheére
terrestre

NOTE Typiquement au-dela d’une altitude de 30 km

3.9

immunité (a une perturbation)

aptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'un systéme a fonctionner sans dégradation en
présence d'une perturbation électromagnétique

[VEI 167-07-20]

3.10
acces
interfgce de I'EST avec I'environnement électromagnétique extérieu

3.1
tempg de montée

temps| entre les instants auxquels la valeur instan
premigre fois 10 %, puis 90 % de sa hauteur

atteint pour la

[VEI 161-02-05, modifié]

3.12
transitoire (adjectif et nom)
se dit|d'un phénomene qui varie entre(de S lis consécutifs dans un intervglle de
tempsd| relativement court a - i

[VEI 161-02-01]

3.13

vérifi¢gation Q

ensemble des opérat ilisés rifier le systéeme d’essai (par exemple le générateur
d'essai et les cable S t pour démontrer que le systéme d’essai fonctignne a

I'intérieur des sp

NOTE S es ytilisé S a vérification peuvent étre différentes de celles utilisées pour I'étalorjnage.

NOTE 2
correct|d
d'onde prévue

[VEI 311-01-48/n

72 est destinée a constituer des lignes directrices assurant le fonctionhement
des autres dispositifs constituant I'installation d'essai, de telle sorte que la forme

4 Ggnéralités

Les phénomeénes de type onde oscillatoire amortie sont divisés en deux parties. La premiére
partie est appelée I'onde oscillatoire amortie lente et comprend des oscillations entre 100 kHz
et 1 MHz. La seconde partie est appelée 'onde oscillatoire amortie rapide et comprend des
fréquences d’oscillation supérieures a 1 MHz. Les origines de ces deux types d’ondes
oscillatoires amorties sont décrites plus bas.

4.1 Information sur le phénoméne de type onde oscillatoire amortie lente

Ce phénomeéne est représentatif des manceuvres de sectionneurs équipant des postes HT/MT
extérieurs, en particulier des manceuvres de jeux de barres HT, ainsi que des bruits de fond
en environnement industriel.
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3.8
high-altitude electromagnetic pulse
electromagnetic pulse produced by a nuclear explosion outside the earth’s atmosphere

NOTE Typically above an altitude of 30 km
3.9
immunity (to a disturbance)

the ability of a device, equipment, or system to perform without degradation in the presence of
an electromagnetic disturbance

[IEV 164-04-20]

3.10
port
partictlar interface of the EUT with the external electromagnetic en

3.1
rise time

interval of time between the instants at which the insta
10 % yalue and then the 90 % value

of avulse first refaches

[IEV 161-02-05, modified]

3.12

transient (adjective and noun)

pertaiping to or deS|gnat|ng a phe om 0) antity which varies betweep two
consecutive steady state : hortcompared with the time-scale of interest

[IEV 161-02-01]
3.13 Q
verifi¢ation

set of i f

and th within
the sp

NOTE

NOTE } herator,
and oth

[IEV 3

4 Gehneral

The damped oscillatory wave phenomena are divided into two parts. The first part is referred
to as the slow damped oscillatory wave and includes oscillation frequencies between 100 kHz
and 1 MHz. The second part is referred to as the fast damped oscillatory wave, and it includes
oscillation frequencies above 1 MHz. The causes of these two types of damped oscillatory
waves are described below.

4.1 Information on the slow damped oscillatory wave phenomenon

This phenomenon is representative of the switching of disconnectors in HV/MV open-air
substations, and is particularly related to the switching of HV busbars, as well as to the
background disturbance in industrial plants.
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Dans les postes électriques, I'ouverture et la fermeture de sectionneurs HT entraine des
transitoires a front raide, dont le temps de montée correspond a quelques dizaines de
nanosecondes.

L'évolution du front d'onde de la tension est marquée par des réflexions dues aux déséquilibres
des impédances caractéristiques des circuits HT concernés. La tension et le courant transitoires
qui en résultent au niveau des jeux de barres HT se distinguent par une fréquence d'oscillation
fondamentale déterminée par la longueur du circuit et par le temps de propagation.

La fréquence d'oscillation varie d'environ 100 kHz a quelques MHz pour des postes ouverts,
en fonction des paramétres mentionnés plus haut et de la longueur des jeux de barres, qui

peut

Une de la

plupa ce de

100 k

La fré nction

de la est a

son n imale

correg s par

secon S ) 50 Hz,

en hauite tension) lorsque la distance entre les contacts e isi i ‘arc.

Les fr enant

compte de la durée variable des phéno et du

problgme des circuits d'énergie en essgi-

En ehvironnement industpiel, 3 B rants

impulgionnels dans les o § créer

des transitoires oscillatoires

La régonse localerde par le

temps|de monté fréquend ssai.

4.2 |

Il est re les

phéng

— poi

— toulites lesyd (IEM-
HA

4.2.1

Au cours des opérations d’ouverture ou de fermeture, entre les deux contacts du dispositif en
fonctionnement, un grand nombre de réamorcages se produisent du fait de la faible vitesse
des contacts. Par conséquent, les opérations de manoceuvres de déconnexion géneérent des
transitoires trés rapides, qui se propagent comme des ondes mobiles dan les bus du poste.
La longueur électrique des conducteurs blindés et la longueur des bus en circuit ouvert
déterminent les fréquences d’oscillation des surtensions transitoires.

Pour les postes a isolation par air (AlS) ces transitoires rayonneront un champ électro-
magnétique dans I'environnement du poste. Des mesures récentes ont été réalisées dans des
postes a isolation par air en utilisant des instruments ayant une grande largeur de bande de
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In electrical stations, the opening and closing operations of HV disconnectors give rise to
sharp front-wave transients, with rise times of the order of some tens of nanoseconds.

The voltage front-wave has an evolution that includes reflections, due to the mismatching of
the characteristic impedance of HV circuits involved. In this respect, the resulting transient
voltage and current in HV busbars are characterized by a fundamental oscillation frequency
that depends on the length of the circuit and on the propagation time.

The oscillation frequency ranges from about 100 kHz to a few megahertz for open-air sub-
stations, depending on the influence of the parameters mentioned above and the length of the
busbars, which may vary from some tens of metres to hundreds of metres (400 m may occur).

In thig respect, the oscillation frequency of 1 MHz may be considered pepresentative’ of most
situations, but 100 kHz has been considered appropriate for large HV, substgtions.

The r¢petition frequency is variable between a few hertz and a fe Nohe i bn the
distanice between the switching contacts: that is, for close fontas is 2 imum
repetition frequency, while for distances between the contas e ihction jof the

arc, the minimum repetition frequency, in respect of each phasels uency
(100/9 per phase for 50 Hz and 120/s per phase for 60 p 9

The repetition rates selected, 40/s and 400/s, rg e ise, ing into
accoupnt the different durations of the gpheno suitabili i encies
considered and the problem related\ to w ircui 5t are
subjegted.

In industrial plants, repetitive oscnlato y transient ay p itchi sients
and tHe injection of impulsi i systerns (networks and electrical equipnient).

The systems have a local resy i S band well covered by the rise time aphd the
fundamental frequenc ~ e\ damped oscillatory wave selected for testing
purpoges. < >

4.2

The f
specif

- su
- alli

4.21 Disturbances produced by switchgear and controlgear

During opening or closing disconnector operations, between both contacts of the operated
device, a large number of restrikes take place due to the slow speed of the contacts.
Therefore, disconnector switch operations generate very fast transients, which propagate as
travelling waves in the busbars of the substation. The electrical length of the shielded
conductors and the length of the open circuit busbars determine the oscillation frequencies of
the transient overvoltages.

For air insulated substations (AIS) these transients will radiate an electromagnetic field in the
substation environment. Recent measurements have been performed in air insulated
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fréquences [1]1). Ces mesures ont montré que des phénoménes transitoires avec des
fréquences supérieures a 1 MHz peuvent aussi se produire dans ces postes.

Pour les postes a isolation gazeuse (GIS), ces transitoires se propagent a lintérieur de
I’enceinte métallique qui contient le gaz SFs. Du fait de I'effet de peau, les transitoires haute
fréquence sont confinés a l'intérieur de I'enceinte et ne causent aucun probléme. Toutefois
aux discontinuités de I’enceinte, une partie des transitoires est transférée vers la surface
externe du tube constituant I'enceinte. En conséquence de quoi, le potentiel de I'enceinte
s'éleve et le courant qui s’écoule sur la surface de I'enceinte rayonne un champ
électromagnétique dans I’environnement du poste. L’élévation transitoire du potentiel de terre
est une source directe de courants transitoires de mode commun dans les circuits
secondaires.

Des mesures ont montré que la fréquence maximale ayant des cg 5 lensité
spectiale significative pour ces courants peut atteindre 30 MHz a O igures 1
et 2) [R].

Aux Fjgures 1 et 2, on peut voir que plusieurs pointes apparaiss 3 actéristique de
densité spectrale de courant et des composantes spectralesN S ées a

des frequences de quelques dizaines de MHz.

Comnje résumé en [1], I’environnement fréquentiel is é t AIS)
est dgevenu plus sévére qu'il ne I'était par le 3 y/ f3 ‘une réduction des distances,
conséjquence de la réduction des tai ; stes a
isolatipn gazeuse (GIS) et de lins e5 des
dispogitifs de commutation.

ondes
bte un

Par cpnséquent,
oscillgtoires amorties rapjd 3 aniére a mieux prendre en com
envirgnnement plus réaliste a lafoi ALS et pour tous les GIS.

La fr¢quence entre quelques kHz et de nombreux kHz et
dépendante de dacts de commutation: c’est-a-dire qu’aver des
contag¢ts proches . es de
conta¢t proches de b 3 : Spétiti ini , 2ggrd de
chaque phase, : r les

systemes a 50

fréqugn 8s plus elevees mesurees dans les GIS. Cette vitesse reprégsente
toujours un ' fait que des vitesses supérieures ont été mesurées), qui prgnd en
compfe les durées différentes des phénomeénes, les différentes fréquences considérées qui
semblent tes. plus adaptées et le probléme de I'énergie a laquelle les circuits en essdgi sont
soumis.

4.2.2 Perturbations produites par I'impulsion électromagnétique a haute altitude
(IEM-HA)

L’'impulsion électromagnétique nucléaire a haute altitude (IEM-HA) telle qu’elle est présentée
dans la CEI 61000-2-9 [4], décrit un champ pulsé intense di a une onde électromagnétique
plane, qui a un temps de montée de 2,5 ns et une largeur d’'impulsion d’environ 25 ns. Ce
champ interagit avec les cables et l'installation électrique pour produire une tension et un
courant oscillatoires dépendant de la longueur de la ligne (voir la CEI 61000-2-10 [5]). Pour la
plupart des lignes extérieures, telles celles d’alimentation et de télécommunications, ces
lignes sont assez longues (souvent supérieures a 1 km) pour que les courants et tensions
couplés sont habituellement de nature impulsionnelle.

1) Les chiffres entre crochets renvoient a la bibliographie
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substations using instruments with a large frequency bandwidth [1])1. These measurements
have shown that transient phenomena with frequencies higher than 1 MHz can also take place
in these substations.

For gas insulated substations (GIS), these transients propagate inside the metallic enclosure,
which contains the SFgz gas. Due to the skin effect, high frequency transients are confined
inside the enclosure and cause no problems. At the enclosure discontinuities however, a part
of transients is transferred to the external surface of the enclosure tube. As a consequence,
the enclosure potential rises and the current flowing on the enclosure surface radiates an
electromagnetic field in the substation environment. The transient ground potential rise is a
direct source of transient common mode currents in the secondary circuits. The radiated
electrpmagnetic Tield also Induces common mode currents In the secondary CITCUIts.

Measlrements have shown that the maximum frequency of signifi i i n the
spectial density of these currents can be as high as 30 MHz to 50 M i and 2)

(2].

In Figures 1 and 2, it can be seen that several peaks occt
charagteristic and important spectral components are obse
MHz.

: ensity
of some tens of

As summarized in [1], the frequency environme GIS, but also AlI$) has
becompe more severe than it was ip L in distances|as a
cons;E]uence of the reduction of th g, the use of gas insplated
tions (GIS) and the installation of\electron yaipment nearer to switching devicep.

subst
Therefore, the oscillation frequencies|of 3\ gmped

oscillgtory waves seem to be_sui s ! isti ironment
both ih some AIS and in & S

The r¢petition frequen bn the
distance betwe imum
repetifion freque ' of the
arc, the minimum reg uency
(100/9 per phasefo

The regpetitio ¢ red in
GIS. Ths o sti S , faking
into actaun i ifferent
frequgncies™eon 1 i ircui br test

are sybjected:!

4.2.2 Disturbances produced by the high-altitude electromagnetic pulse (HEMP)

The high-altitude electromagnetic pulse (HEMP) as presented in IEC 61000-2-9 [4] describes
an intense, plane wave electromagnetic pulsed field which has a rise time of 2,5 ns and a
pulse width of approximately 25 ns. This field interacts with exposed cables and wiring to
produce an oscillating voltage and current depending on the length of the line (see
IEC 61000-2-10 [5]). For most external lines such as power and communications, these lines
are long enough (often greater than 1 km) that the coupled currents and voltages are usually
impulsive in nature.

1) Figures in square brackets refer to the bibliography.
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Pour les fils et les cables situés a lintérieur d’'un batiment, 'IEM-HA incidente est
partiellement atténuée. Cependant, il y a toujours suffisamment de champ présent pour se
coupler aux cables courts, constituant une menace pour les équipements électroniques
raccordeés. Des expériences réalisées dans le passé indiquent clairement que les champs
IEM-HA se couplent a ces lignes courtes et produisent des formes d’ondes oscillatoires
amorties a haute fréquence avec des fréquences aussi élevées que 100 MHz, bien que les
fréquences inférieures a 30 MHz soient les plus communes (voir la CEl 61000-2-10). Le taux
d’amortissement de I'onde oscillatoire est moyennement rapide du fait de la présence de
murs absorbants dans la plupart des batiments, et un facteur de qualité Q a la résonance
ayant une valeur comprise entre 10 et 20 est donc typique.

Il est potée—€ reh t e 'on
trouv trales
sont si des

onde
des cables.

gueur

Etant [donné que I'environnement IEM-HA est typiquement une ou de i ' essai
défini| ne nécessiterait pas forcément une vitesse de y sleve bduire

I’envinonnement incident. Cependant, pour des raiso iques
numériques, il est recommandé qu’'une vitesse de répéti } pour
I'appafeillage soit également appliquée pour I'lEM-HA ter la
probapilité de découvrir un dysfonctionnemen ue la
protedqtion et l'essai a [I'IEM-HA d  les
conséquences d’une défaillance du s¥

En relation avec les normes d’'immunité e gén i e jour

(CEI 81000-4-25 [7] et CEI 61000-6-6 sle d’avoir une norme fondamgntale
d’essai pour 'onde oscillatoite a

, il gstindispe
‘essqi ’ i i ortie apw contiénne des informations sur les niveaux
d’essdis, la conception dy_gengéfateu Ies progédures d’essai qui permettront de realiser
les gssais nécessai i de tension induits par wune implulsion
électr>magnet|que a a ette forme d’onde de tension est unel onde

sinus pmortie ra q ent raccordé. Méme si de nombreuses fréquences
sont gossibles &
essai ja I'onde oscllla

g, il a été décidé qu’il conviendrait de réaliger cet
8 fréquences d’oscillation ne dépassant pas 30 MHz,

pour goincider aveCt\e G ment pyoduit dans les postes d’alimentation.

5 N

Les n sférentiels pour les essais a I'onde oscillatoire amortie, applicables aux
acces|d'ali i de signal et de commande de I'équipement considéré, sont donnés dans

le Taljleau 4=l mi d'essai est défini comme la tension de la premiére créte (maximum ou
minimrm) dans la forme d'onde d'essai (Pk1 a la Figure 1).

Les niveaux applicables aux acces d'alimentation, de signal et de commande peuvent étre
différents. La différence entre, d'une part, les accés de signal et de commande et, d'autre
part, les acces de I'alimentation électrique ne doit pas étre supérieure a un niveau.
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For wires and cables inside of a building, the incident HEMP is partially attenuated, however,
there is still enough field present to couple to short cables inside, providing a threat to
connected electronic equipment. Experiments performed in the past clearly indicate that the
HEMP fields couple to these short lines and produce high-frequency damped oscillatory
waveforms with frequencies as high as 100 MHz, although frequencies below 30 MHz are the
most usual (see IEC 61000-2-10). The damping rate of the oscillatory wave is fairly rapid due
to the presence of absorbing walls in most buildings, and a resonance quality factor Q with a

value

between 10 and 20 is therefore typical.

It is also noted that short external wiring, such as those found as part of control circuits in
power substations or at power plants are also likely to couple well to the HEMP fields. These

cable§ will alSo exhibit damped oscillatory voltages in the range of 1 10 100 MHZ depénding
on cable length.

Given|that the HEMP environment is typically only one or two pulsg would
not ngcessarily require a high repetition rate to replicate the incid owever,
due to reliability concerns with digital electronics h rate
similaf to that recommended for switchgear and controlgea -|EMP
(5 00Q/s) in order to increase the probability of discoverinpg 2 sistent
with the fact that protection and testing to HEMP are_ord en the
consefguences of electronic system failure are serioug

Concgrning the HEMP immunity and ¢ date
(IEC §1000-4-25 [7] and IEC 61000-6 or the
fast damped oscillatory wave containing infar n, and
test procedures that will permit one to c tages
induced by a high-altitude electromaghetic pu B fast

possilhle under realistic

shoul
CONSiS

5 T

The p
power
define
Figure

Differgnt leve

contrg

bigs up to 30 MHz in order to p

be carried out
i r network substations.

tency with the e

bst Ievels@

| portssshall not differ by more than one level from that used for power supply port

e test
rovide

referential t for the damped oscillatory wave tests, applicaple to
, signal 2 e equipment, is given in Tables 1 and 2. The test I¢vel is
d as the voltag 3 st peak (maximum or minimum) in the test waveform (Pk1 in

al and

D .
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Tableau 1 — Niveaux d'essai a I'onde oscillatoire amortie lente (100 kHz ou 1 MHz)

Il faut
de I'es

Il conyi

I'expopi

sont défi

du RQ

Les e
nivea
comp
classg

Niveau Mode commun Mode différentiel
kV kV
1 0,5 0,25
2 1 0,5
3 2a 1
4 - -
xb X X
a_|lavaleurest Ihnrfén a28k\/ pour les éﬂlllilhﬂmﬂth imlhlsmfé: dans les pncfne
b x peut étre tout niveau, supérieur, inférieur ou intermédiaire aux autres/hivea
Ce niveau peut étre indiqué dans la norme de produit.

Tableau 2 — Niveaux d'essai a I'onde oscill
amortie rapide (3 MHz, 10 MHz ?\3\ Hz)

e

Niveau m

se report
sai a I'onde\psci

s d'environnement électromagnétique.

des cables cheminant dans l'installation. Ces ni
en circuit ouvert, soit a la sortie du générateur, soit a la

ication

on de
veaux
sortie

ilnir un

bsting,

Les n

veaux d'essal en question concernent essentiellement les postes a haute tension, ainsi

que les environnements industriels possédant leurs propres installations électriques (postes
de transformation).

Dans

les centrales électriques a haute tension, le niveau des tensions induites dépend du
degré et de la longueur du parallélisme des cables avec les jeux de barres, ainsi que de la
tension de service de ces circuits, de leur blindage et de leur mode de mise a la terre.

Afin de réduire autant que possible l'incidence de ces variables et sachant que les matériels
destinés a ce type d'environnement correspondent a une certaine plage de tensions de
service des installations (de 150 kV a 800 kV, par exemple), le niveau d'essai est défini en
fonction des matériels interconnectés, de leur emplacement, de la qualité du blindage du

cable

et du mode de mise a la terre (voir ’Annexe A).
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The a

The test levels 6 nd 2 ghould be selected on the basis of the exposure
primafy phengmenon\of nning in the installation. These levels are defined
open ¢gircuit evoutput of the generator or at the output of the CDN use
The im are colyelated with these levels in order to establish a performance
for the vHich the equipment is expected to operate, taking into accou
primafy phenaom and the installation practices which determine the classes
electrpmagnetic environment

Table 1 — Test levels for the slow damped oscillatory wave (100 kHz or 1 MHz)

Level Common mode Differential mode
kV kv
1 0,5 0,25
2 1 0,5
3 2a 1
4 - -
x b X X
ThevatueTsmcreasedto2;5kV-forsubstatiomequiprent:
b x can be any level, above, below or in-between the other levels. This levgl can b
given in the product standard. ~

Table 2 — Test levels for the fast damped oskilla
(3 MHz, 10 MHz or 30 M

Level mmo }on
faid
! \) 0’6
1

2

3 2
4 4
xa X

a {_ x capn Be any I, ab ), below’ or in-between the
therNevels. This feyel can bevgiven in the product
s ndard.(\

mped, 0SCi Iato\gle test shall refer to the product specificati

Jplicability®

on.

to the
as an
.

level
nt the
bf the

The ir

ENTE] 4 [ S A 1 e il 4 — 1 : I 1ol bl
SldilatiUulTs U WITICTT TS STITCULIUTNT UT T 1S 1CVTIS 15 appliLdlitT alc Thialtity

high-

voltage substations, as well as industrial plants provided with their own electrical plants
(transformer stations).

In HV electrical plants, the degree and length of parallelism of the cables with the busbars,
the operating voltage of these circuits, their shielding and earthing (grounding) will determine
the level of induced voltages.

In order to reduce as much as possible these variables, and taking into consideration that
equipment dedicated to this type of installation is used for a certain range of operating
voltages of the plants (for example, from 150 kV to 800 kV), the definition of the test level is
made considering mainly the equipment interconnected, its location, the quality of the cable

shield

ing, and its earthing (see Annex A).
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6 Matériel d'essai

6.1 Générateur

1:2006

Le sortie du générateur doit étre a méme de fonctionner en conditions de court-circuit. Le
diagramme d'un générateur d'onde oscillatoire amortie représentatif est présenté en Figure 2.

Le générateur produit une onde oscillatoire amortie possédant les caractéristiques suivantes
quand elle doit étre appliquée a I'accés EST. Si elle est appliquée par l'intermédiaire d’'un
réseau de couplage/découplage, les caractéristiques sont celles qui doivent étre spécifiées a

L .
la sortie-de-ee—réseat-

La sortie du générateur doit étre flottante et le déséquilibre des capacité
borneg de sortie, vis-a-vis de la terre, inférieur a 20 %. Cette conditjo
I'essa| des acceés de commande et de signal de I'EST en mode différe

deux porties est nécessaire. La sortie du générateur rapide a

L’essai doit étre réalisé seulement en mode commun avec ce g¢

Le pojnt b) de 8.2 présente les dispositions a adopter

d'essgi n'est pas flottante.

Les générateurs doivent étre équipés_de facp

imporfantes susceptibles d'étre injg
d'influencer les résultats d'essais.

6.1.1 | Caractéristiques et performa

Caractéristiques:

— tenpps de montée déNa ten
(T1 a la Figure 1):

— fréquences d-
de [la tension (

— fréquence de ré
— dégroissance:

— dunée des salves:

— impéds

— tension a
voif Figure.t)

— coyrant.de court-circuit:
(valéeur'de Pk1)

d'onde oscillatoire amortie

ns + 20 %;

100 kHz et 1 MHz £10 %;
40/s 4 100 kHz et 400/s &4 1 MHz £10 %;

Pk5 doit étre > 50 % de la valeur de Pk1
et Pk10 doit étre < 50 % de la valeur de |
au moins 2 s;

200 Q;
de 250V a 2,5 kV = 10 %;

de 1,25 A4 12,5 A £ 20 %;

ile des
ire pour
eur a

hique.

rateur

ations
e ou

lente

Pk1;

— relation de la phase avec
la fréquence d'alimentation:

— polarité de la premiére demi-période:

NOTE 1 La fréquence d'oscillation est définie comme l'inverse de la période entre les 1° et

suivant la créte initiale. Cette période est T a la Figure 1.

aucune;
positive et négative.

Séme

passages a zéro

NOTE 2 L'impédance de sortie est calculée comme le rapport entre la tension en circuit ouvert Pk1 et le courant

de court-circuit Pk1.

La Figure 1 décrit la forme de I'onde oscillatoire amortie lente avec les crétes marquées.

La Figure 2 présente un exemple de schéma du générateur.
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6 Test equipment

6.1 Generator

The generator output shall have the capability to operate under short-circuit conditions.
A block diagram of a representative damped oscillatory wave generator is shown in Figure 2.

The test generator produces a damped oscillatory wave with the following characteristics as it
shall be applied to the EUT port. If applied via a coupling/decoupling network, the
characteristics shall be as specified at the output of that network.

The denerator output shall be floating and the stray capacity unbaljance™of the-putput
termirjals to earth shall be less than 20 %. This condition is necessary t6\est EU Ncontrpl and

signal|l ports in differential mode. A dual output generator is necess . exast generator
outpu i mmon
mode

The pfovisions to be taken whenever the output of the gehera 3 ven in
item b) of 8.2.

The g t may

be inj¢cted in the power supply network, or may

6.1.1 Characteristics and performa
generator

Specifications:

st 20 %;
00 kHz and 1 MHz + 10 %;
40/s for 100 kHz and 400/s for 1 MHz + 1[0 %;

Pk5 must be > 50 % of the Pk1 value
and Pk10 must be < 50 % of the Pk1 valye;

not less than 2 s;
— oufputi IGE 200 Q;
iroui , 250 Vto 2,5 kV = 10 %;

— vo|tage rise time (T1 in
— voltage oscillation f{

— repetition ra%}
— dejcaying: (See'fj

— burst duration®

— shprt-circuitss 1,25 Ato 12,5 A £ 20 %;

— phlase(relationship with the power no requirement;
frdquency
— polarity of the first half-period: positive and negative.

NOTE 1 Oscillation frequency is defined as the reciprocal of the period between the first and third zero crossings
after the initial peak. This period is shown as T in Figure 1.

NOTE 2 Output impedance is calculated as open circuit voltage Pk1 divided by short circuit current Pk1.

The waveform of the slow damped oscillatory wave with peak points marked, is given in
Figure 1.

An example of a schematic circuit of the generator is given in Figure 2.
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6.1.2 Caractéristiques et performances du générateur d'onde oscillatoire amortie
rapide
Spécifications en circuit ouvert:

— temps de montée de la tension

(T1 a la Figure 1): 5ns = 30 %;
— fréquences d'oscillation
de la tension (Note 1): 3 MHz, 10 MHz et 30 MHz + 10 %;
— fréquence de répétition: 5000/s £ 10 %;
— déeroissance—{MoirHgure—H: Pkb-doit-étre>56-%deta—vatetrPid
et Pk10 doit étre < 50 q valeur'RFk1;
— durée des salves: 3 MHz: 50 ms £+ 20

10 MHz: 15 ms +
30 MHz: 5 ms +

— péfiode des salves:

- im’[)édance de sortie (Note 2):
— tenpsion a vide (valeur de Pk1, voir Figure 1):

— relation de la phase avec
la fréquence d'alimentation:

— polarité de la premiére demi-périogdé

Spécifications en court-circuit:

— temps de montée du courant: s 330 ns
(T a la Figure 1) <100 ns
MHz < 33 ns;

— fr4quences d’oscillati

dul courant (Note 1 3 MHz, 10 MHz et 30 MHz + 30 %;

Pk5 doit étre > 25 % de la valeur de Pk1
et Pk10 doit étre <25 % de la valeur d
Pk1;

de 5Aa80A+20 %.

— dékroissanc

W

— colu

NOTE Fré 3 tion st définie comme l'inverse de la période entre les 1°" et 3°™ passageq & zéro
suivant i S i

NOTE 2 L'impédanc
de coutt-circuit Pk 12

de\sortie est calculée comme le rapport entre la tension en circuit ouvert Pk1 et le pourant

La Fidqure '4~décrit la forme de I'onde oscillatoire amortie rapide avec les crétes marquéeg.

La Figure 2 présente un exemple de schéma du générateur.

6.1.3 Valeur de I'impédance

L'impédance de sortie du générateur lent a été fixée a 200 Q, bien que I'impédance réelle des
cables (paires torsadées) soit plus proche de 150 Q. Ce choix a été fait par souci de ne pas
modifier une pratique généralisée, qui concerne les spécifications techniques de matériels
destinés essentiellement aux postes a haute tension.

L'impédance de sortie du générateur rapide a été fixée a 50 Q. La raison pour laquelle
I'impédance de 50 Q a été sélectionnée est 'accord avec le générateur de TER/S tel qu’il est
défini dans la CEI 61000-4-4. Un cable coaxial de 50 Q doit étre utilisé pour le RCD ou le
coupleur. Afin d’éviter les réflexions, I'impédance du générateur doit étre de 50 Q.


https://iecnorm.com/api/?name=d8fc1e299d099ee329e13026f140cd17

61000-4-18 © IEC:2006 - 29 -

6.1.2 Characteristics and performance of the fast damped oscillatory wave generator

Specifications open circuit:

— voltage rise time (T1 in Figure 1): 5ns + 30 %;
— voltage oscillation frequencies (Note 1): 3 MHz, 10 MHz and 30 MHz £ 10 %;
— repetition rate: 5 000/s = 10 %;
— decaying: (See Figure 1) Pk5 must be > 50 % of the Pk1 value
and Pk10 must be < 50 % of the Pk1 value;
— burst duration: 3 MHz: 50 ms + 20 %

10 MHz: 15 ms * 20%
30 MHz: 5 ms + 20%

— bufst period: 300 ms £ 20 %;
— output impedance (Note 2): 50 Q £ 20 %;

— oplen circuit voltage: (Pk1 value, 250 Vto 4 kV £
see Figure 1)

— phlase relationship with the power
frgquency

— polarity of the first half-period:
Specifications short circuit:

— cufrent rise time (T1 in Figure 1):

- cu
— de

— sh

NOTE
after th

NOTE }

pssings

The W
An ex

6.1.3 Impedancevalue

The LT UNE ST~ ane f tha clona aanaratar oo bann fivoad of 9ONNA O Slibh ool Ctual
PO TP ouarTCC— OT e STOW goTTCTatoT TasS— OCTTT IMTATU— Ot ZU U sz aratouaygt thio

impedance of the cables (twisted pairs) is nearer to 150 Q. The reason for which the 200 Q
impedance has been selected is not to modify an existing general status that would involve
the technical specifications of a family of equipment, with applications mainly in high-voltage
substations.

The output impedance of the fast generator has been fixed at 50 Q. The reason for which the
50 Q impedance has been selected is to be consistent with the EFT/B generator as specified
in IEC 61000-4-4. 50 Ohm coaxial cable must be used to the CDN or coupler. To avoid
reflection the generator impedance must be 50 Q.
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De plus, la longueur des cébles relevant de cette catégorie d'installations électriques et
industrielles étant généralement de I'ordre de quelques centaines de metres, l'impédance de
leurs connexions sur le site est plus proche de I'impédance caractéristique des cables, et non
inférieure a celle-ci.

6.1.4 Vérification des caractéristiques du générateur

L'objet de la procédure de vérification est de fournir un guide permettant de garantir le
fonctionnement correct du générateur d'essai, des réseaux de couplage/découplage, et des
autres objets constituant le montage d'essai de telle sorte que la forme d'onde prévue soit
délivrée a I'EST.

Les ¢aractéristiques essentielles des générateurs d'essai doivent

vérifiées| pour

nt les

court

selon
ur de
y pour

avec
té est
capacimétre du commerce qui fonctionne aux basses

e nvient
que son inmpé de transfert soit 0,1 Q * 2 %. La vérification de la résistance du|shunt
esf effectuée en ¢/c. et la bande passante a 3 dB a 400 MHz peut étre vérifiée ayec un
anjalyseur de réseau approprié.

NJTE,¥Une impédance de charge en court-circuit de 0,102 Q est considérée comme satisfaisant a I’'ekigence
Zsc <0,1Q.

Les caractéristiques de la forme d'onde doivent étre vérifiées a I'accés EST (accés par acces)
de chaque RCD utilisé pour l'essai d'immunité, ou directement a la sortie du générateur si
aucun RCD n'est utilisé.

6.2 Spécifications du réseau de couplage/découplage

Le réseau de couplage/découplage (RCD) permet a la fois d'appliquer la tension d'essai, soit
en mode commun (pour les deux générateurs), soit en mode différentiel (seulement 100 kHz,
1 MHz), aux accés de signal et de commande et a I'alimentation de I'EST, et d'éviter que la
tension d'essai ne provoque le brouillage des équipements auxiliaires nécessaires aux essais.
Les ondes doivent étre a l'intérieur des tolérances de 6.1.1 ou 6.1.2 a l'accés EST du RCD.
Des vérifications doivent étre faites acceés par accés. Par exemple phase du RCD: L1 a PE,
L2 a PE, L3 a PE, N a PE.
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In addition, the cables in this category of electrical and industrial plants are mostly in the
order of hundreds of meters in length, and therefore the impedance of the connections in the
field is nearer the characteristic impedance of the cables, and not less than that value.

6.1.4 Verification of the characteristics of the test generator

The verification procedure is meant as a guide to insure the correct operation of the test
generator, coupling/decoupling networks, and other items making up the test setup so that the
intended waveform is delivered to the EUT.

In order to make it possible to compare the results of different test generators, the most

essential characteristics shall be verified.

The characteristics to be verified in accordance with the parameters of re the

follow|ng:

— rise time;

— osfillation frequency;

— defcaying;

— burst duration;

— bufrst period,;

— open-circuit voltage (open circuit ip

— shprt circuit current (Pk1 value only d fast
gepnerators Zg; < 0,1 Q);

— gelnerator source imped

The v S i o current probes (as applicable) and with

oscillg ant instrumentation with a minimum bandwidth of

40 MH i y.wawes and 400 MHz for the fast damped osci|latory

wavesy.

For th

— the¢ open circuit fe \.impeédance is 1 000 Q + 2 % in parallel with < 6 pH. The
re : Y pade at d.c. and the capacitance measurement is made|using
a pacitance meter that operates at low frequencies;

- th 2. ice for measuring the short-circuit current is a shunt. Its transfer
impedance be 0,1 Q + 2 %. The resistance verification of the shunt is made gt d.c.
and the 3:dB bandwidth at 400 MHz can be verified with an appropriate network analyser.
NQTE”,“A’short-circuit load impedance of Zgc = 0,102 Q is considered as complying with the requirenent of
Zsg 2001 Q.

The waveform characteristics shall be verified at the EUT port (port by port) of each CDN
used for the immunity test, or directly at the output of the test generator if no CDN is to be
used.

6.2 Specifications of the coupling/decoupling network

The coupling/decoupling network (CDN) provides both the ability to apply the test voltage in
either common (for both generators) or differential (only 100 kHz, 1 MHz) mode to the mains,
signal and control ports of the EUT (equipment under test), and prevents test voltage from
affecting any auxiliary equipment needed to perform the test. The waves shall be within the
tolerances of 6.1.1 or 6.1.2 at the EUT port of the CDN. Verifications shall be made port by
port. E.g. 3-phase CDN: L1 to PE, L2 to PE, L3 to PE, N to PE.
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Les spécifications communes aux réseaux pour l'alimentation électrique et pour les accés de
signal et de commande sont indiquées ci-aprés. Des spécifications uniques supplémentaires
sont données en 6.2.1 et 6.2.2.

Les capacités de couplage de 0,5 yF (onde oscillatoire amortie lente) ou 33 nF (onde
oscillatoire amortie rapide) des réseaux de couplage doivent donner une atténuation de
couplage inférieure a 10 %.

Les capacités de couplage peuvent étre remplacées par d'autres types de dispositifs de
couplage tels que des parafoudres, diodes a avalanche au silicium ou varistances. Si de tels
dispositifs_sont utilisés, les caractéristiques des ondes oscillatoires amorties peuvent étre
modifiées de facon significative.

Le rédeau de couplage/découplage doit comprendre une borne de terr€

Les \érifications concernant les spécifications indiquées en~g 1}
effectiées au moyen d'un oscilloscope, ou d'un appareil de\mesweg _€é
largedr de bande minimale de 40 MHz pour 'onde oscillaf6i

pour llonde oscillatoire amortie rapide.

6.2.1 Réseau de couplage/découplage destiné 4
alternatif

Les fdrmes d'onde en sortie du réseay d

exigemces que celles applicables aux 2.

Spécifications:

Quand I'EST est déconneftte\le résidu ¢ [ ' i i i Pk1 a
Pk10)|sur les entrées d'alimenta |on duxéseau de HYécouplage ne doit pas excéder 15 % de la
tension d'essai appliq ¢ créte de la tension assignée du résgau de

couplage/découpl étant choisie.
— infensité dec&

— nombre de pha

telle que requise pour I'EST;
tel que requis pour I'EST.

NOTE [Les valgur: i 3 ecouplages de mode commun et de mode différentiel peuvent étrg¢ insuf-
fisanteg pour prgté 8S\E QLN e auxiliaires utilisés afin de faciliter la réalisation de I'essai.

6.2.2 [Réseau d& cb age/découplage destiné aux accés de signal et de commande

Le régeau prése 8 mémes spécifications que celles figurant en 6.2.1, a I'exception de la
suivante;

Quand TEST est deconnecte, Te residu de Ia tension de londe oscillatoire amortie (de Pk1 a
Pk10) sur les entrées d'alimentation du réseau de découplage, ne doit pas excéder 10 % de
la tension d'essai appliquée ou deux fois la valeur de créte de la tension assignée du réseau
de couplage/découplage, la valeur la plus élevée étant choisie.

La valeur minimale de l'atténuation de découplage pouvant étre insuffisante pour protéger les
sources auxiliaires de signal, des dispositifs de protection supplémentaires peuvent étre
nécessaires.

Le réseau peut étre composé d'unités distinctes, afin de permettre I'essai des accés de circuit
simples ou de groupes de circuits (par exemple, plusieurs fils avec un commun).

La pince de couplage capacitive spécifiée dans la CEl 61000-4-4 peut étre utilisée avec le
générateur d’onde oscillatoire amortie rapide lorsque le RCD n’est pas adapté pour le signal
utile a I'acces de I'EST a tester.
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The specifications, common to the networks for power supply, as well as for the input/output
ports, are given below. Additional unique specifications are given in 6.2.1 and 6.2.2.

The 0,5 uF (slow damped oscillatory wave) or 33 nF (fast damped oscillatory wave) coupling
capacitors in the coupling networks shall give a coupling attenuation less than 10 %.

The coupling capacitors may be replaced by other types of coupling devices such as gas
tubes, silicon avalanche diodes or varistors. If such devices are used, the characteristics of
the damped oscillatory waves can be changed significantly.

Th Aannlina/dacaiinlina natwarlk chall ha nreavid~A vwith
e Cpuphn couplingretwork—shall-beprovided-with

Verifigation to the specifications of 6.1.1 and 6.1.2 shall be carried o [ yscillogcope,
or eqpivalent measuring instrument having a minimum bandwidthQ Z fol slow

6.2.1 Coupling/decoupling network for a.c./d.c. power sup

The dutput waveforms from the coupling/decoupling net 3 S e same rgquire-
ments| as defined in 6.1.1 and 6.1.2 for the generator

Specifications:

decoupling network when the EUT is d exceed 15 % of the appligd test

The nlLsiduaI damped oscillatory voltags e power supply inputs|of the
or twice the rated peak voltage ng/decoupling network, whicheyer is

voltag
higher.

— cufrent capability:
— number of phases:

NOTE |Minimum v
equipment being used\o fatilita

6.2.2

uxiliary

The network Yas the

The rgsidus of the
decquIing ne d test
voltag ver is
higher.

The minimum decoupling attenuation may not be sufficient to protect auxiliary signal sources,
and additional protection devices may be required.

The network may consist of single units in order to give the possibility of testing input/output
ports with single circuits or grouping of circuits (for example, multi-wire with a common).

The capacitive coupling clamp specified in IEC 61000-4-4 can be used together with the fast
oscillatory wave generator, when the CDN is not suitable for the operating signal of the EUT
port to be exercised.


https://iecnorm.com/api/?name=d8fc1e299d099ee329e13026f140cd17

- 34 - 61000-4-18 © CEI:2006

7 Installation d'essai

L'installation d'essai se compose des matériels suivants:

— connexions de mise a la terre, plan de référence;
— matériel en essai (EST);

— générateur d'essai;

— appareils de mesure;

— réseau de couplage et de découplage;

- aplpareils auxiliaires.

Les figures suivantes présentent des exemples d'installation d'essai:

Figurg

Figurg
référe

La te
que ¢

Les e rstemsé pides)
consig S i uvent
entrai q 'essai
doit é ari ST 2),
selon

Lorsq i iNai i e lateur
avant i W NITE pour
empé j '
- l'a
- la

m

Pour
extrémité

La longueur)standard des cables est de 10 m pour cet essai.

La connexion des cables de signal doit s'effectuer conformément aux spécifications de
produit, qui doivent notamment préciser toutes les mesures de protection a adopter.

7.1 Connexions de mise a la terre

Lors des essais, les consignes du fabricant de I'EST et de 'appareillage d'essai en matiére de
mise a la terre de sécurité doivent étre respectées.

Lors de la mise en place de la configuration d'essai, le générateur d'essai, le réseau de
couplage/découplage, I'EST et les appareils auxiliaires peuvent étre mis a la terre au moyen
d'un plan de référence existant ou de connexions de mise a la terre appropriées.
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7 Test setup

The test setup includes the following equipment:

— earthing connections, ground (reference) plane (GRP);
- EUT;

— test generator;

— measurement instrumentation;

— coupling and decoupling network;

- aulxiliaryinstrumentation.

Examples of test setup are given in the following figures:

Figurg 3 — example of test setup for table-top equipment using the grQ

Figurg 4 — example of test setup for floor-standing equip

plane

The tgst voltage shall be applied via the coupling/d ork is
suitabjle for the operating signal of the EUT port

The tpst of communication ports of\a s a i i i ith the
applicption of test voltage via the coupling/de ork"may cause degradation |of the
operating signals. In that situation, thée 2 be applied between the cabirjets of
the equipment interconnected (EUT 1 a aceQrding to Figure 13.

Whengver EUT 1 is an a XI|I 2 imrulator), a preliminary verification of the
immunity of the S|mul ade as€ of lack of immunity of the simulatof, and
whengver no proyisio ) avoid susceptibility, the test will be carried oyt with
the following ob Z

— th¢ communicako

— th¢ communicati S ed_oHly during the application of the test voltage;

— theé EUT gerformances, g than ones related to communications, are not affected.

For cab i one eqnd of the screen earthed, the unearthed side of the screen shall be
connected ) Hrough 0,5 uF coupling capacity.

The sfandard cableéngth for this test is 10 m.

The s gllai cabtesstattbeconmected aL,L,Ulu'illg tothe pluduui apcbifibatiuna, which—stall give

information on any protection measure to be taken.

71 Earthing connections

In performing the tests, the safety earthing requirements of the manufacturer of the EUT and
of the test equipment shall be observed.

In setting up the test configuration, the earthing of the test generator, of the
coupling/decoupling network, of the EUT and auxiliary equipment may be achieved by using
an existing ground reference plane (GRP), or proper earthing connections.
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7.2 Plan de référence

Si I'on utilise un plan de référence (requis systématiquement au-dela de 1 MHz), il convient
qu'il se présente sous la forme d'une feuille de métal (cuivre ou aluminium) d'une épaisseur
minimale de 0,25 mm. Si I'on utilise d'autres métaux, il convient que I'épaisseur de la feuille
soit d'au moins 0,65 mm.

Si un plan de référence est utilisé, 'EST et les appareils auxiliaires d'essai doivent étre
placés sur le plan de référence du laboratoire et y étre connectés. Les connexions doivent
étre aussi courtes que possible.

Les dimensions minimales du plan de référence sont de 1 m x 1m, dimension |réelle
dépendant de la taille de I'EST. La surface du plan de référence doit et e sup i celle
occupe par I'EST et les appareils auxiliaires d'au moins 0,1 m sur chaque

Le plan de référence doit étre relié a la terre de sécurité du | i 5a a
12a).

7.3 I\Latériel en essai

Le mptériel en essai doit étre disposé et con ications

d'installation.

La dig emple,

Les s iaire ou

par ur

Les ci
pour €

pcage

Les cables utilisésvdp ni Acifié i 'équi nt. En
I'abse 2 i ignaux
conce

Le rés I'EST
égale|e
Les ci cables

indiquiés en<reférence” dans les spécifications ou la norme technique relative a I'application
concernge. lls doivent étre placés a 0,1 m au-dessus du plan de référence sur une lorjgueur
d'au moihs 1 m.

Les paragraphes suivants présentent les spécifications distinctes relatives aux équipements
posés sur une table et sur le sol.

7.3.1 Matériel de table
Le matériel de table doit étre placé sur une table en bois. En cas d'utilisation d'un plan de

référence, I'EST et les cables doivent en étre isolés par un support isolant d'une épaisseur de
0,1m £ 0,01 m.

La Figure 3 présente un exemple de configuration d'essai de matériel de table.
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7.2

Ground reference plane

Where a ground reference plane (GRP) is used (systematically required above 1 MHz), it
should be a metal sheet (copper or aluminium) of 0,25 mm minimum thickness; other metals

may b

e used, but in that case they shall have 0,65 mm minimum thickness.

If the GRP is used, the EUT, auxiliary equipment, and the test equipment shall be placed on
the GRP and connected to it. The connections to the GRP shall be as short as possible.

The minimum size of the GRP is 1 m x 1 m; the final size depends on the dimensions of the
EUT. The GRP shall be projected beyond the EUT and its auxiliary equipment by at least

0,1 m

The G
12a).

7.3

The 4

installption specifications.

The nj
walls

The o
simula

The i
decou

The ¢
absen

The d
conng

The ¢
techni

Detail

on all sides.

RP shall be connected to the safety earth system of the labora

Equipment under test

quipment under test shall be arranged and con

inimum distance between the EUT and all
bf a shielded room), except the GRP benga

tor.

ables supplied
ce, unshica

oupling/decg

5 for-table-top~and floor-standing equipment are as follows.

7.3.1

5a to

pment

e, the

r by a

with

their

I and

in the
ve the

Table-top equipment shall be placed on a wooden table. The EUT and cables shall be isolated
from the GRP, if used, by an insulating support 0,1 m +/- 0,01 m in height.

An example of the test setup for table-top equipment is given in Figure 3.
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7.3.2 Matériel posé sur le sol

En cas d'utilisation d'un plan de référence, ce dernier doit étre placé sur un support isolant
d'une épaisseur de 0,1 m £ 0,01 m.

La liaison de I'EST au systéme de mise a la terre doit s'effectuer conformément aux
spécifications d'installation du fabricant.

Les baies doivent étre reliées a la terre de protection directement au niveau du plan de
référence, par une connexion aussi courte que possible branchée sur la borne de terre de
I'EST. Aucune autre connexion n'est autorisée.

La Fidqure 4 présente un exemple de configuration d'essai de matériel pgsg

7.4 |Réseaux de couplage/découplage

Si le éseau de couplage/découplage est une unité séparée dy généra c } ernier

doit éfjre disposé prés du réseau de couplage/découplage € ecCté igne ne
dépagsant pas une longueur de 1 m. Lorsqu'un plan de > ux de
couplage/découplage doivent y étre connectés par uneg i i > i e que possjible.

Quand un EST n'est pas fourni avec un cable d' e~de 1 m doit étre (tilisé.
Si un |cable d'alimentation d'une longueur supé és de
longug¢ur de cable doit étre enroulé sqr une bo 9 0,1m

au-depsus du plan de référence.

EST dlimenté par cable fixe moulé

L'EST| doit étre essayé ad'ai

EST 4limenté par céb[e\amo ible, %ulé 2 _Ch ans le
manuégl du fabricant

L'EST]| doit étre

le Wdiqué. Toutefois, si le fabricant indique plusieurs
r la plus courte doit étre utilisée pour les essais.

7.5 Générateurs

Le génpérateur d XYoo elié au plan de référence, lorsque ce dernier est utilis€, ou a
la tere de protech aboratoire par une connexion aussi courte que possible. Paur les
essaig d'atcés dg riication, voir les montages d'essai pertinents aux Figures 7,[8, 11
et 12.

8 Procédure d'essai

La vérification des performances des matériels d'essai doit étre effectuée avant I'essai. Cette
veérification des performances peut habituellement étre limitée a I'existence de I'onde
sinusoidale amortie en sortie du réseau de couplage/découplage.

La procédure d'essai comprend:

la vérification des conditions de référence du laboratoire;

la vérification préliminaire du bon fonctionnement de I'équipement;
I'exécution de I'essai;

I'évaluation des résultats d'essai.

La durée de l'essai ne doit pas étre inférieure a 1 min (cette durée a été choisie afin
d’accélérer I'essai). Cependant, pour éviter la synchronisation, le temps d’essai peut étre
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7.3.2 Floor-standing equipment

Where a GRP is used, floor-standing equipment shall be placed on a 0,1m = 0,01 m
thickness insulating support.

The EUT shall be connected to the earthing system according to the manufacturer's
installation specifications.

The equipment cabinets shall be connected to the GRP via a connection of minimum length
starting from the earth terminal of the EUT. No additional connections are allowed.

An exaimple of the test setup for floor-standing equipment is given in Figure™

7.4 |Coupling/decoupling networks

If the the test
gener o the
latter all be
conneg

For ar sed. If
a mai 2 shall
be ga ve the

GRP.

EUT ¢4

EUT s th ends and specified in the manufacturer's

0O

manual

It sha|l be tested ; ble; however, it the manufacturer specifies mor¢ than
one l¢ shortest length shall be used for testing.

7.5

The ge s WL be connected to the GRP, where used or to the protection earth [of the
laborg ection as short as possible. For testing communication ports, see

the relevant te tetus in Figures 7, 8, 11 and 12.

8 Test'procedure

The performance of the test equipment shall be checked prior to the test. This check can
usually be limited to the existence of the ring wave at the output of the coupling/decoupling
network.

The test procedure includes:

— the verification of the laboratory reference conditions;

— the preliminary verification of the correct operation of the equipment;
— the execution of the test;

— the evaluation of the test results.

The duration of the test shall not be less than 1 min (1 min has been chosen in order to speed
up the test). However, to avoid synchronization, the test time may be broken down into six
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décomposé en six salves de 10 s séparées de 10 s. Dans I’environnement réel, les salves se
produiront de maniére aléatoire sous forme d’événements uniques. Il n’est pas voulu que la
salve soit synchronisée avec les signaux de 'EST. Les comités de produit peuvent choisir
d’autres durées d’essai.

Des informations relatives a la vitesse de répétition maximale sont données en 4.1. D'autres
vitesses de répétition ou d'autre limites peuvent étre fournies par la norme ou la spécification
de produit.

8.1 Conditions de référence du laboratoire

8.1.1 |Conditions climatiques

A moihs qu’il en soit spécifié autrement par le comité respons¢ ue ou
d’'une|norme de produit, les conditions climatiques dans le ns les
limiteg spécifiées pour le fonctionnement de I'EST efde P ri leurs

Les essais ne doivent pas étre réalisés si I'h ité i élle qu’elle causp une
condensation sur I'EST ou sur les matériels d’e

NOTE [Lorsqu’il est estimé qu’il y a une évide
par la|présente norme sont influencés par les
responsgable de la présente norme.

ontrer que les effets du phénomene cpuverts
e il convient d’en informer le|comité

8.1.2 [Conditions électrg

L'envifonnement
fonctipnnement correc

Exécutior@ 2

8.2

L'ess3i an programme d'essai, comprenant la vérification des
perfor| la norme du produit, ou a défaut, dans la spécification
techni

L'EST] onditions normales de fonctionnement.

Le prq

— lanhature de l'essai a effectuer;

— le niveau d'essai;

— le générateur,;

— la polarité de la tension d'essai (les deux polarités sont obligatoires);

— la durée de l'essai;

— les accés a essayer sur I'EST;

— le mode d'application de la tension d'essai (phase-terre, entre phases, entre baies);
— la séquence d'application de la tension d'essai sur les accés de I'EST;

— l'angle et la phase de synchronisation pour la tension d'essai du générateur (uniquement
pour I'onde sinusoidale amortie);

— les conditions de fonctionnement représentatives de I'EST;

— le matériel auxiliaire.
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10 s bursts separated by a 10 s pause. In the real environment, bursts will occur randomly as
single events. It is not intended that the burst be synchronized with EUT signals. Product

committees may choose other test durations.

Information on the maximum repetition rate is given in 4.1. Other repetition rates or limits may

be provided by the product standard or product specification.

8.1 Laboratory reference conditions

In order to minimize the impact of environmental parameters on test results, the tests shall be
carried out in the climatic and electromagnetic reference conditions as specified in 8.1.1 and

8.1.2.

8.1.1 Climatic conditions

Unlesg otherwise specified by the committee responsible for the gé

the climatic conditions in the laboratory shall be within any limit
the EWT and the test equipment by their respective manufacturs

Tests|shall not be performed if the relative humidity is_so
the EWT or the test equipment.

NOTE [Where it is considered that there is sufficient evidence to de
covere
commitfee responsible for this standard.

8.1.2

The glectromagnetic condjtions of th
operatgion of the EUT in ord

8.2 |Execution of the
The test shall Q@
performances of itfe
technical specificati

The EJUT sha i 2 operating conditions.

The tgsKpla

— type of testthat will be carried out;
— test levek

— tegt\generator;

agfs of a test plan, including verification
p the product standard, or in its absence, |

hdard,
ion of

on on

menon
of the

orrect

pf the
y the

— polarity of the test voltage (both polarities are mandatory);
— duration of the test;
— EUT ports to be tested;

— mode of application of the test voltage (line-to-ground, line-to-line, between cabinets);

— sequence of application of the test voltage to the EUT ports;
— representative operating conditions of the EUT;
— auxiliary equipment.
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L'alimentation électrique, le signal et les autres grandeurs électriques fonctionnelles doivent
étre appliqués a l'intérieur de leur plage de fonctionnement. Les sources réelles de signaux
qui ne seraient pas disponibles peuvent étre simulées. Les performances du matériel doivent
étre vérifiées préalablement sur l'installation d'essai compléte, avant l'application de la
tension d'essai.

a) Essai phase-terre (mode commun)
La tension d'essai doit étre appliquée entre chaque circuit et la terre (plan de référence),
par I'entremise du réseau de couplage.

Une des sorties du générateur d'essai_doit étre reliée a la terre (plan_de référence).
gseau

le), la
it et la

native

p avec

llation

Chacune de ces figures est subdivisé
S ), des

d'¢ssai comprend un ptan de référence

a tfavers le réseau de couplage, entre chacune des
rnes du circuit en essai. Elle ne s’appliqug qu’a

native

Figure entree/sortie, pour groupe de Circuits avec
retour commun.

Chacune de ces figures est subdivisée en deux parties: dans la partie a), l'installation
d'essai comprend un plan de référence (Figures 9a, 10a, 11a et 12a), dans la partie b),
des liaisons de terre spécialisées (Figures 9b, 10b, 11b et 12b).

9 Evaluation des résultats d’essai

Les résultats d’essai doivent étre classés en tenant compte de la perte de fonction ou de la
dégradation du fonctionnement du matériel soumis a I'essai, par rapport a un niveau de
fonctionnement défini par son constructeur ou par le demandeur de l'essai, ou en accord
entre le constructeur et I'acheteur du produit. La classification recommandée est comme suit:
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The power supply, signal and other functional electrical quantities shall be applied within their
rated range. If the actual operating signal sources are not available, they may be simulated.
Preliminary verification of equipment performances shall be carried out on the completed test

setup before applying the test voltage.

a) Line-to -ground test (common mode)

The test voltage shall be applied, through the coupling network, between each circuit and
earth (GRP).

One of the terminals of the test generator shall be connected to earth (GRP). The other
terminal of the generator shall be connected through a single line to all the input terminals

of the

Eg
wi
Lin
Th

re
sld

Th

b) e-to-line test (differential mode)

e test voltage shall be appli
presentative combination of the

coupling network, between
euit under test. It only applies

arg given in

t
Figure 9 — a.@

¢ shall

ports

n) and

each
to the

ports

i 12a)

The fte : a a d
performance of the equipment under test,

relative to a performance level defined

on of
by its

manufacturer or the requestor of the test, or agreed between the manufacturer and the

purchaser of the product. The recommended classification is as follows:
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a) fonctionnement normal dans les limites spécifiées par le constructeur, le demandeur de
I'essai ou I'acheteur;

b) perte temporaire de fonction ou dégradation temporaire du fonctionnement cessant apres
la disparition de la perturbation; le matériel soumis a I’essai retrouve alors son fonction-
nement normal sans l'intervention d’un opérateur;

c) perte temporaire de fonction ou dégradation temporaire du fonctionnement nécessitant
I'intervention d’'un opérateur;

d) perte de fonction ou dégradation du fonctionnement non récupérable, due a une avarie du
matériel ou du logiciel, ou a une perte de données.

La spécification du constructeur peut définir des effets sur 'EST qui peuvent étre considérés
commle non significatifs et donc acceptables.

Cette |classification peut étre utilisée comme un guide pour Ielabor|on des. cfrite d'apti-
tude § la fonction, par les comités responsables pour les normes gé litfou de
famille¢ de produits, ou comme un cadre pour I'accord sur les crjtére o\ nction
entre |e constructeur et 'acheteur, par exemple lorsque aucuré no Specique roduit
ou de(famille de produits appropriée n’existe.

10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir toutes les info essai.

En particulier, ce qui suit doit étre notg’
— lep points spécifiés dans le plan d’essai re

— lifentification de I'EST et de tous les.materig iés, J| type,
nyméro de série;

— lifentification des m
— toutes les conditions Wi sciales dans lesquelles I'essai a été réalisg, par
exemple encejnte N
—  toutes les c
— le] niveau de
I’'acheteur;

ires pour permettre la réalisation de I'essa(;
" par le constructeur, le demandeur de l'esgai ou

pu de

, et la

nction
’accord

cable,
blindage ou raccordement a la terre, ou les condltlons de fonctionnement de I'EST, qui
sont requises pour assurer la conformité.
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a) normal performance within limits specified by the manufacturer, requestor or purchaser;

b) temporary loss of function or degradation of performance which ceases after the
disturbance ceases, and from which the equipment under test recovers its normal

performance, without operator intervention;

c) temporary loss of function or degradation of performance, the correction of which requires

operator intervention;

d) loss of function or degradation of performance which is not recoverable, owing to damage

to hardware or software, or loss of data.

The manufacturer's specification may define effects on the EUT which may be considered

insignjficant, and therefore acceptable

This dlassification may be used as a guide in formulating performance gxiteria, by Comnpittees

respopsible for generic, product and product-family standards, or &
agreement on performance criteria between the manufacturer and
wherg no suitable generic, product or product-family standard exi

10 Test report

The tgst report shall contain all the information nec
the following shall be recorded:

— th¢ items specified in the test pla

— idgntification of the test equipment,\e.g

{brand \
— anly special environmgnta i i h the test was performed, e.g. sh

enclosure;
— anly specific condition e test to be performed;
— performancedevel definedby the.mapufacturer, requestor or purchaser;

— pefrformance crite

— any effects o served/during or after the application of the test disturl
an effects persist;

- th ail decision (based on the performance criterion speci
th product-family standard, or agreed between the manufacturs
the¢ p

— anly specificsconditions of use, for example cable length or type, shielding or ground

EUT operating sqnditions, which are required to achieve compliance.

ample

cular,

type,

ielded

ance,

ied in
er and

ng, or
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100 %
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Pk3

| I W A W A W A

\/ NS

Pko T période d'oscillatio
T4

Y

temps de montée

IEC 1738/06

AR
“@&— “ ﬁ

N v A

CRO
IEC 1739/06

Légende
1l source haute tension l 5 inductance du filtre
R; résistance de charge R, résistance de filtrage
C, condensateur d'accumulation d'énergie C, condensateur de filtrage
S, interrupteur haute tension R3 résistance de source
L; bobine de circuit oscillant R4, Rg résistances du diviseur de tension (optionnel)

CRO signal de contrdle (optionnel)

Figure 2 — Exemple de schéma du circuit du générateur d'essai
pour onde oscillatoire amortie
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Pl T

100 % —
90 % —
Pks3

yaN
o f | RN AWAVZAY
Phky
Pko T  Oscillation pefioy
Ty
o IEC 1738/06
atory wave
Lo Rs3
. d I * ©
Ry Ra
L |
Co—— Rs
. o
CRO
IEC 1739/06
Key
U: high voltage source Lo: filter inductance
Ry: charging resistor Ry: filter Resistor
Cq: energy storage capacitor Co: filter capacitor
Sy: high voltage switch Rj: source resistor
Lq: oscillating circuit coil R4,R5:  voltage divider resistors (optional)

CRO: monitoring signal (optional)

Figure 2 — Example of schematic circuit of the test generator
for the damped oscillatory wave


https://iecnorm.com/api/?name=d8fc1e299d099ee329e13026f140cd17

- 48 — 61000-4-18 © CEI:2006

EST

STETE C, | C
= ] L
o = 1a [a o
alalal
E E 1m 1m
s
— L7

L

NOTE |Les liaisons de terre sont aussi courtes qu'il est pratiquems

IEC 0/06

Légende

PE terre de protection

B alimentation électrique
C, Dbornes d'alimentation
C, Dbornes entrée/sortie

D sources signal/commande

E mise a la terre uppot isolant

Figure 3 — Exemple d'install ai’pour matériel de table
' férence

Q EST
/\ PE
N >
D CDN
G cD Co L Cq F’: B
AEIE E 5]6
RURIEIE= S bl
=Q_LQ LQ Lo Q10
=) (o_,o_/o_ [eR
E E 1m 1m
&
/ / / /9’ s/ PR /
IEC 1741/06
NOTE Les liaisons de terre sont aussi courtes qu'il est pratiquement possible.
Légende
PE terre de protection EST matériel en essai
B alimentation électrique G générateur d'essai
C, Dbornes d'alimentation L accés communication
C, bornes entrée/sortie PR plan de référence
sources signal/commande CDN réseau de couplage/découplage
E mise a la terre S support isolant

Figure 4 — Exemple d'installation d'essai pour matériel posé
sur le sol utilisant le plan de référence
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B
D

EUT
G CoN

2TETETS Ca L Ci

= _lalales 5L
[m] (-Q_/Q_/Q_/O
=) alalal
E E 1m
s

1m

| 7

L]

NOTE
Key
PE: protective earth
B: power supply source
C1: power supply port
C2: input/output port
D: signal/control source
E: earth connection

Earth connections should be as short as practically possible.

D Cr | Ci
$T8T8TS
R
o = LG Q1o
alalal
E 1m
s

le-top equipment

Figure 3 — Example of test setu
sipg round refergnce plane

PE

NOTE Earth connections should be as short as practically possible.

Key

PE: protective earth

B: power supply source
C1: power supply port
C2: input/output port

D: signal/control source
E: earth connection

EUT:

G:
L.

GRP:
CDN:
S:

IEC 1741/06

equipment under test

test generator
communication port

ground reference plane
coupling/decoupling network
insulating support

Figure 4 — Example of test setup for floor-standing equipment
using the ground reference plane
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Générateur
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Réseau de couplage/découplage

L L
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L —cT«
Réseau
alternatif N
(corftinu)

i

PE

1T a

— PR

L

Inductance maximale de la section découplage du RCD: 1,5 mH

Figure 5a — Installation d’essai a?mand\éfér ce

/(gw; teuC) A
[ AN

Réseau de couplage/découpl

Ré
altg
(cq

IEC 1742/06

EST

Induct

NOTE | Pour.tessai a
coaxialgs.

IEC 1743/06

de oscillatoire amortie rapide, la sortie du générateur et I'entrée du couplepr sont

ou alternative monophasée
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Generator

|

— GRP

Coupling/decoupling network

L —¢
AC (DC) I

power supply N D S

network

i

PE _v_‘lzT

= GRP IEC 1742/06

Maximum inductance in the decoupling section of the CDN: 1

Coupling/ upling nefwark
N

AC [DC)
power supply N —J—e EUT

network < N
RN

IEC 1743/06

Maximpum inductance~Nu'the decoupling section of the CDN: 1,5 mH

Figure 5b — Setup implemented with dedicated earth connection

NOTE For the fast damped oscillatory wave test, the output of the generator and the input of the coupler are
coaxial.

Figure 5 — AC/DC power supply port, single phase, line-to-ground tests
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Générateur
L

Réseau de couplage/découplage l_‘_I_l
L L [

i
L1— * —l_ J;

.
L2 — .
Réseau T K s
alternatif L3 L .- T
N— T . >

!
e b L L T |

I
o
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S
L e

IEC 1744/06

Inductance maximale de la section découptqge

Oo—

Réseau
plternatif

.
.
] EST
.

T
*—i—e
L

n

m

*—
—
—

]

IEC 1745/06

Inductance maximale de la section découplage du RCD: 1,5 mH

Figure 6b — Installation d’essai avec connexions de terre spécifiques
NOTE Pour I'essai a 'onde oscillatoire amortie rapide, la sortie du générateur et I’entrée du coupleur sont
coaxiales.

Figure 6 — Essai en mode commun des accés d'alimentation
alternative triphasée
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Generator

Coupling/decoupling network * I

L1—=< J;
LZ
CA
pgwer supply |3 < EUT
ngtwork
N—=
PE
—l— GRH
IEC 1744/06
Maxim,
C
pq EUT
ng
IEC 1745/06

Maximum inductance in the decoupling section of the CDN: 1,5 mH

Figure 6b — Setup implemented with dedicated earth connections

NOTE For the fast damped oscillatory wave test, the output of the generator and the input of the coupler are
coaxial.

Figure 6 — AC power supply port, three phases, line-to-ground test
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N> &P I
S/IC —
Soyrce signal/ s/C EST
conjmande
PE
IEC 1747/06
CD: Dig
— Installation d’essai avec connexions de terre spécifiques
Pour , les capacités de couplage de 0,5 yF ou 33 nF doivent étre
remplacées/par d'autres types de CD tels que varistances ou circuits de clampage. La sfection
de ddcouplage du RCD est composée d'inductances de >1,5mH (pour I'essai a |‘'onde

oscillatoire amortie lente) ou >100 yH (pour 'essai a 'onde oscillatoire amortie rapide).

NOTE Pour I'essai a I'onde oscillatoire amortie rapide, la sortie du générateur et I'entrée du coupleur sont
coaxiales.

Figure 7 — Essai en mode commun des accés pour circuit unique
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Figure 7a — Setup implemented with thw

IEC 174
eferefice e
Generafor \
@\ ,
‘ %)\/
4

Coupling/decoupling network

S/C —<
Signal/control S/C —< EUT
soufce (\
PE
IEC 1747/06

CD: Coj
— Setup implemented with dedicated earth connections

For spmelapplications, the 0,5 yF or 33 nF coupling capacitors have to be replaced by| other
types |ofcoupling devices, such as arrestors or clamping circuits. The decoupling secfion of
the CON s built with > 1,5 mH (for the slow damped oscillatory wave test) or >100 pH (for the

fast damped oscillatory wave test) inductances.

NOTE For the fast damped oscillatory wave test, the output of the generator and the input of the coupler are
coaxial.

Figure 7 — Input/output port, single circuit, line-to-ground test
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CD: Dispositifs de couplage.

Figure 8b - Installation d’essai avec connexions de terre spécifiques

Pour certaines applications, les capacités de couplage de 0,5 pF ou 33 nF doivent étre remplacées par
d'autres types de CD tels que varistances ou circuits de clampage. La section de découplage du RCD
est composée d'inductances de >1,5 mH (pour I'essai a I'onde oscillatoire amortie lente) ou >100 yH
(pour I’essai a 'onde oscillatoire amortie rapide).

NOTE Pour I'essai a I'onde oscillatoire amortie rapide, la sortie du générateur et I’entrée du coupleur sont
coaxiales.

Figure 8 — Essai en mode commun des accés pour groupe
de circuits avec retour commun
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CD: Coupling devices.
Figure 8b — Setup implemented with dedicated earth connections

For some applications, the 0,5 uyF or 33 nF coupling capacitors have to be replaced by other types of
coupling devices, such as arrestors or clamping circuits. The decoupling section of the CDN is built with
>1,5 mH (for the slow damped oscillatory wave test) or >100 pH (for the fast damped oscillatory wave
test) inductances.

NOTE For the fast damped oscillatory wave test, the output of the generator and the input of the coupler are
coaxial.

Figure 8 — Input/output port, group of circuits with common return, line-to-ground test
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